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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE
FILTRES A ONDES ACOUSTIQUES DE SURFACE (OAS)
SOUS ASSURANCE DE LA QUALITE -

Partie 1: Spécification générique

AVANT-PROPOS

1) La CHI (Commission Electrotechnique Internationale) est une organisation mondial¢ de nermalisafion com-

posée| de I'ensemble des comités électrotechniques nationaux (Comités nationau ) El a pour
objet ldomaines
de I'électricité et de I'électronique. A cet effet, la CEI, entre autres activités, pubfi i ationales.
Leur i Bsé par le
sujet {raité peut participer. Les organisations internationales, gouvernementa htales, en
liaiso { anisation
Internptionale de Normalisation (ISO), selon des conditions fixées par & 3 isat|ons.

2) Les dé¢cisions ou accords officiels de la CEl concernant les questio R a mesure
du popsible, un accord international sur les sujets étudiés, étan & t i ihtéressés
sont représentés dans chaque comité d’études.

3) Les dpcuments produits se présentent sous la forme de feco i 7 t publiés
comm tech : 5 par les
Comites nationaux.

4) Dans |e but d'encourager l'unification interna ité bliquer de
fagon |[transparente, dans toute la mesure possible 3 natibnales de la CEIl dans leufs normes
natio régionale
corre

5) La CH b e indication d’approbation et sa responsabilité
n’est i 3 < a Dune de ses normes.

6) L’atte vent faire
I'objef i ts analogues. La CEIl ne saurait étre tegnhue pour
responsable de ne pas avoir Ydentifié itsde propriété et de ne pas avoir signalé leur existence.

La Norme interé} la CEl:

Disposififs piézoéledd i nce.

Cette d arue en

1989 et

La CEI nes CEI

pour leg H’essais

du Syst

Le texte decette mormeestissudes documentssuivarts:

FDIS Rapport de vote
49/587/FDIS 49/603/RVD

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote ayant
abouti a I'approbation de cette norme.

Cette publication a été rédigée selon les Directives ISO/IEC, Partie 2.
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1)

2) -

3)

4)

5)

6)

Internatjonal
Piezoel i ( G i equency control and selection.

This se it 862-1 cancels and replaces the first edition published
and conjstitute i

Internat E(C60862-1 is the first part of a new edition of the IEC standar
for SAW > d to include the quality assessment procedures and test requi

of the |k

INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

SURFACE ACOUSTIC WAVE (SAW) FILTERS
OF ASSESSED QUALITY -

Part 1: Generic specification

FOREWORD

participate in this preparatory work. International, governmental and no
with fhe IEC also participate in this preparation. The

from

The dpcuments produced have the form of recommend Y ationakuse and are published i
of st ndards technical specmcahons b ¢ id &. are accepted by th¢g
Com

In order to promote international unification ndertake to apply IEC Int
Standprds transparently to the maximum ,ext i their national and regional stand
diver ‘ i ational or regional standard shall

Standar : 3 s been prepared by IEC technical commi

CQ\System

omprising

promote
fields. To
aration is
ith may
s liaising
ernational
ween the

sible, an
sentation

the form
National

ernational
rds. Any
pe clearly

e for any

e subject

tee 49:

in 1989

d series

irements

The text of this standard is based on the following documents:

FDIS Report on voting
49/587/FDIS 49/603/RVD

Full information on the voting for the approval of this standard can be found in the report on
voting indicated in the above table.

This publication has been drafted in accordance with the ISO/IEC Directives, Part 2.
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La CEI 60862 comprend les parties suivantes, présentées sous le titre général Filtres a ondes
acoustiques de surface (OAS) sous assurance de la qualité:

Partie 1:  Spécification générique

Partie 2:  Guide d’emploi des filtres a ondes acoustiques de surface (OAS)

Partie 3: Encombrements normalisés

Le numéro QC qui figure sur la page de couverture de la présente publication est le numéro

de la spécification dans le Systéme CEI| d'assurance de la qualité des composants élec-
troniques (IECQ).

Le comjté—a—décidé que te—conternu—de—cette pub“batiun nme—sSera pas fodifié—avant 2007.
A cette fate, la publication sera

recdnduite;

— supprimée;
— remplacée par une édition révisée, ou

@%

— amegndée.

24
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IEC 60862 consists of the following parts under the general title Surface acoustic wave (SAW)
filters of assessed quality:

Part 1: Generic specification
Part 2: Guide to the use of surface acoustic wave (SAW) filters
Part 3: Standard outlines

The QC number which appears on the front cover of this publication is the specification
number in the IEC Quality Assessment System for Electronic Components (IECQ).

The committee has decided that this publication remains valid until 2007. At this date, in
accord ] f : TSTom; fcat i

— recopfirmed;
— with@rawn;
— replaced by a revised edition; or

3

— amended.
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FILTRES A ONDES ACOUSTIQUES DE SURFACE (OAS)
SOUS ASSURANCE DE LA QUALITE -

Partie 1: Spécification générique

1 Généralités

1.1 Domaine d’application

La présente partie de la CEI 60862 spécifie les méthodes d’essais et | nérales
pour leg filires a OAS dont la qualité est garantie par les procédurg savoir-
faire ou|par les procédures d’homologation.

1.2 Références normatives

Les do¢uments de référence suivants sont indispensable . présent
document. Pour les références datées, seule I'éditign” cité _ . Pgur les références
non datges, la derniére édition du document de réfé entuels
amendements).

CEI 60027 (toutes les parties), Symb

CEI 60050(561):1991, ( re 561:
Disposilifs piézoélectriques pour la stai/is%

CEI 60068-1:1988, Essais ©

CEI 60068-2-1:1 ,

CEI 60068-2-2:197 Chaleur
seche

CEI 600 nvironnement — Partie 2: Essais — Essai Fc: Viprations
(sinusol

CEIl 600 ais d'environnement — Deuxieme partie: Essais — Espai Ga:
Accélération-co

CEl 60 68-2-131983, Essats—d'environmement—-—Detxienre IJaltl.C. Essais—fssairM: Basse

pression atmosphérique

CEI 60068-2-14:1984, Essais d'environnement — Deuxieme partie: Essais — EssaiN:
Variations de température

CEI 60068-2-17:1994, Essais d'environnement — Partie 2: Essais — Essai Q: Etanchéité
CEI 60068-2-20:1979, Essais d'environnement — Deuxiéme partie: Essais — Essai T: Soudure

CEIl 60068-2-21:1999, Essais d'environnement — Partie 2-21: Essais — Essai U: Robustesse
des sorties et des dispositifs de montage incorporés

CEI 60068-2-27:1987, Essais d'environnement — Deuxieme partie: Essais — Essai Ea et
guide: Chocs
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SURFACE ACOUSTIC WAVE (SAW) FILTERS
OF ASSESSED QUALITY -

Part 1: Generic specification

1 General

11 Scope

This part of IEC 60862 specifies the methods of test and general requirequent
of assegsed quality using either capability approval or qualification apgtoval (p

1.2 Normative references

The follpwing referenced documents are indispensable fo

of the referenced document (including any amendmen

IEC 60027 (all parts), Letter symbols to be used j

IEC 60
Piezoel

International

050(561):1991,

IEC 600
IEC 600
IEC 600
IEC 600

IEC 60(
state

IEC 60068

IEC 600

s forSA
QCceaurg

Tests — Test M: Low air pressur

Environmental testing — Part 2: Tests — Test N: Change of temp

IV filters
S.

cument.
edition

er 561:

bidal)

steady

erature

IEC 60068-2-17:1994, Environmental testing — Part 2: Tests — Test Q: Sealing

IEC 60068-2-20:1979, Environmental testing — Part 2: Tests — Test T: Soldering

IEC 60068-2-21:1999, Environmental testing — Part 2-21: Tests — Test U: Robustness of

terminations and integral mounting devices

IEC 60068-2-27:1987, Environmental testing — Part 2: Tests — Test Ea and guidance: Shock
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CEI 60068-2-29:1987, Essais d'environnement — Deuxieme partie: Essais — Essai Eb et
guide: Secousses

CEI 60068-2-30:1980, Essais d'environnement — Deuxiéme partie: Essais — Essai Db et
guide: Essai cyclique de chaleur humide (cycle 12 + 12 heures)

CEI 60068-2-32:1975, Essais d'environnement — Deuxiéeme partie: Essais — Essai Ed: Chute
libre (méthode 1)

CEI 60068-2-45:1980, Essais d'environnement — Deuxiéme partie: Essais — Essai XA et

guide: Immersion dans les solvants de nettoyage
Kb:wfd salin,

Sthodes
t de la

CEI 60068-2-52:1996, Essais d'environnement — Partie 2: Essais — Es
essai cyclique (solution de chlorure de sodium)

CEI 60068-2-58:1999, Essais d'environnement — Partie 2-58: £
d’essai !
résistance a la chaleur de soudage des composants pour o

CEI 60068-2-64:1993, Essais d'environnement — P ; brations
aléatoirgs a large bande (asservissement numériqu i

CEIl 60068-2-78:2001, Essais d’envirbnne 1 A Chaleur
humide,| essai continu

CEI 60122-1:2002, Résonateurs a g . ance de la qualité — Partie 1:
Spécifidation générique

CEI 60§17: Symboles §

CEl 60642:19790
et le choix de T/ frég

g€n céramique piézoélectrique pour la commande
: Valeurs et conditions normalisées. Chapitre Il:

Conditid

CEIl 604 > £sSq elatifs aux risques du feu — Partie 2: Méthodes d’gssais —
Section S

CEI 61000 MNQ95, Compatibilité électromagnétique (CEM) — Partie 4: Techniques| d'essai
et de m X : Essai d'immunité aux décharges électromagnétiques. Publication

fondamentale en™S
Amendgment 1(1998)
Amendement 2 (2000) T

CEI QC 001001:2000, Systeme CEI d'Assurance de la Qualité des Composants Electroniques
(IECQ) — Regles fondamentales

CEI QC 001002-2:1998, Régles de procédure du Systéme CEI d’assurance de la qualité des
composants électroniques (IECQ) — Partie 2: Documentation (publiée an anglais uniquement)

CEI QC 001002-3:1998, Regles de procédure du Systéeme CEI d’assurance de la qualité des
composants électroniques (IECQ) — Partie 3: Procédures d’agrément et d’homologation
(publiée en anglais uniguement)

1 Il existe une édition consolidée 1.2 (2001) qui comprend la CEl 61000-4-2 (1995) ainsi que les amende-
ments 1 (1998) et 2 (2000).


https://iecnorm.com/api/?name=933955ad8227830bdfecadc4d4473b66

60862-1

O IEC:2003 -1 -

IEC 60068-2-29:1987, Environmental testing — Part 2: Tests — Test Eb and guidance: Bump

IEC 60068-2-30:1980, Environmental testing — Part 2: Tests — Test Db and guidance: Damp
heat, cyclic (12 + 12-hour cycle)

IEC 60068-2-32:1975, Environmental testing — Part 2: Tests — Test Ed: Free fall (Procedure 1)

IEC 60068-2-45:1980, Environmental testing — Part 2: Tests — Test XA and guidance:
Immersion in cleaning solvents

IEC 60068-2-52:1996, Environmental testing — Part 2: Tests — Test Kb: Salt mist, cyclic

(sodium

IEC 60(
soldera
mountin

IEC 600
random

IEC 60
steady 3

IEC 601
IEC 606

IEC 606
and sel
conditio

IEC 606
test

IEC 610

Amendn
Amendn

IEC QC
Basic R

chloride solution)

68-2-58:1999, Environmental testing — Part 2-58: Tests —
ilitly, resistance to dissolution of metallization and to &
g devices (SMD)

68-2-64:1993, Environmental testing — Part 2: Te
(digital control) and guidance

tate
22-1:2002, Quartz crystal uni

hods for
Psurface

ad-band

p heat,

fion

control
hnd test

e-flame

Lirement

IECQ) -

IEC QC 001002-2:1998, IEC Quality Assessment System for Electronic Components (IECQ) —
Rules of Procedure — Part 2: Documentation

IEC QC 001002-3:1998, IEC Quality Assessment system for Electronic Components (IECQ) —
Rules of Procedure — Part 3: Approval Procedures

1 There is a consolidated edition 1.2 (2001) that includes IEC 61000-4-2 (1995) and its amendments 1 (1998) and

2 (2000).
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CEI QC 001005:2000, Registre des firmes, produits et services agréés dans I'lECQ, avec
maintenant ISO 9000 (publiée en anglais uniquement)

ISO 1000:1992, Unités Sl et recommandations pour I'emploi de leurs multiples et de certaines
autres unités

1.3 Ordre de priorité des documents

En cas de divergence pour quelque raison que ce soit, les documents doivent étre classés
dans l'ordre de priorité suivant:

— spécification particuliére;

— spégification intermédiaire;
— spégification générique;
— toutfautre document international (par exemple de la CEIl) auquel on\fai

2 Termes, définitions, unités et symboles

2.1 Généralités
Les unifés, symboles graphiques ou aux e erpinoloygie
étre issfis des normes suivantes:

doivent, autant que gossible,

CEI $0027
CEI $0050(561)
CEI 60617
CEl $0642
CEl $0122-1
ISO 1000

2.2 Définitioy

Pour les t, les termes et définitions suivants sont applicables.

2.21

2211
onde agoustique de surface (OAS)
onde acoustique se propageant le long de la surface d’'un substrat élastique et dont
I'amplitude décroit exponentiellement suivant la profondeur dans le substrat

2.2.1.2

filtre a onde acoustique de surface (filtre a OAS)

filtre qui est caractérisé par une onde acoustique de surface, généralement engendrée par un
transducteur interdigité, se propageant le long de la surface d'un substrat avant d’'étre
détectée par un transducteur récepteur

2.2.1.3

vecteur de flux d’énergie

vecteur caractérisant la propagation de I’énergie d’'une onde acoustique de surface et ana-
logue au vecteur de Poynting
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IEC QC 001005:2000, Register of Firms, Products and Services approved under the IECQ
System, including 1SO 9000

ISO 1000:1992, S/ units and recommendations for use of their multiples and of certain other
units

1.3 Order of precedence of documents

Where any discrepancies occur for any reason, documents shall rank in the following order of
precedence:

— the detail specification;

— the gectional specification;
— the generic specification;

— any pther international documents (for example, of the IEC) to wk
The same order of precedence shall apply to equivalent nationa
2 Ternms, definitions, units and symbols

2.1 eneral

Units, draphical symbols, letter symbwgls and olog herever possible, Qe taken
from thg following standards:

IEC 60027

IEC 60050(561)

IEC 60617

IEC 60642

IEC 0122-10

ISO 1000

2.2 C

For the poses of is"documént, the following definitions apply.

2.21

2211
surfacel acoustic wave (SAW)
acoustic wave, propagating along a surface of an elastic substrate, whose amplitude decays
exponentially with substrate depth

2.2.1.2

surface acoustic wave filter (SAW filter)

filter characterized by a surface acoustic wave which is usually generated by an interdigital
transducer and propagates along a substrate surface to a receiving transducer

2213

power flow vector

vector, analogous to a Poynting vector, characterizing energy propagation caused by a
surface acoustic wave
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2214
vecteur de propagation
vecteur caractérisant la propagation de la phase d’une onde

2215
angle de flux d’énergie
angle entre la direction du vecteur de flux d’énergie et du vecteur de propagation

2.2.1.6

guidage du faisceau d’OAS
phénoméne de propagation des OAS dans les matériaux anisotropes, caractérisé par un
angle d flux d’é\nprgip différent de zéro

2.21.7
diffractjon de 'OAS
phénomiéne (analogue a la diffraction de la lumiére d’une source.d’ov
un étalement du faisceau d’OAS et une distorsion du front d’onde

fimie) pr eoquant

2.2.1.8
coefficient de couplage de ’OAS (ksz)
le coefficient de couplage électromécanique est défiy 2

ou

Vg st la vitesse 3 la

Avg st le changem

Avg/vg ¢st la variation surface
partir d@a

2.21.9

transdu

transdu bposées

sur un § ique ou

réciprod

2.2.1.1d0
transdycteurinterdigité unidirectionnel (TUD)
transdugteur qui émejet recoit des ondes acoustiques de surface dans une seule diregtion

2211
transducteur multiphasé

transducteur interdigité ayant plus de deux entrées, lesquelles sont excitées dans des phases
différentes, habituellement utilisé comme transducteur interdigité unidirectionnel

22112
doigt
élément d’une électrode en peigne d’'un TID

2.21.13
doigt mort
doigt passif qui peut étre ajouté pour supprimer la distorsion du front d’'onde
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2.21.4
propagation vector
vector characterizing the phase progression of a wave

2215

power flow angle

the angle between the direction of the power flow vector and the direction of the propagation
vector

2.2.1.6

SAW beam steering
SAW propagation phenomenon in anisotropic materials described by an angle of power flow
which ig not zero

2.21.7
SAW diffraction

phenomenon (analogous to diffraction of light from a source o
SAW bdam spreading and wave-front distortion

e) which| causes

2.2.1.8
SAW cqupling coefficient (kg2)
SAW el¢ctromechanical coupling coefficient is define

where

Vs

Avg s the change o

Avs/vg ils the relafive Ve ial from
fhe open-cireui

2.21.9

interdid

SAW trg belectric

substrafe fra

2.2.1.10

unidireg¢tiona 3

transduger Capable o h single

22.1.1

multiphase transducer

interdigital transducer having more than two inputs which are driven in different phases.
Usually used as a unidirectional transducer

2.2.1.12
finger
element of the IDT comb electrode

2.2.1.13
dummy finger
passive finger which may be included in order to suppress wave-front distortion
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2.21.14

doigt fendu

doigt formé de plusieurs éléments de fagon a produire des propriétés d’antiréflexion dans un
filtre a ondes acoustiques de surface

2.2.1.15

barre de raccordement

électrode commune reliant chacun des doigts entre eux et destinée a connecter le filtre au
circuit externe

2.2.1.16

transduy e pondérée
transdugteur dont la structure est congue pour produire une réponse im
Voir 2.2}1.17 a 2.2.1.22

Isionnelle spécifiée.

2.2.1.17
emboit¢ment des doigts ou robustesse de la source
position| relative d’'une paire de doigts; c’est dans la longueu Qe b qu’est

engendrée I'interaction électromécanique

2.2.1.18
apodisation

pondérdtion produite par modification(s
longueur du TID

dans la

pondér tlon par modifjcation de la période d’arrangement des doigts a l'intérieur d’'un TID

2.2.1.23
ouverture

largeur normalisée du faisceau d’'OAS engendré a la fréquence centrale et normalisé a la
longueur d’onde correspondante

2.2.1.24

coupleur multibande (CMB)

réseau de bandes métalliques additionnelles déposées sur un substrat piézoélectrique
perpendiculairement a la direction de propagation, qui transfére de I’énergie acoustique d’une
voie acoustique a une voie adjacente

2.2.1.25

réflecteur

composant réfléchissant les OAS et faisant normalement appel aux discontinuités périodiques
produites par un réseau de bandes métalliques ou de sillons
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2.2.1.14
split finger

finger formed of more than one element, so as to produce antireflection properties in a

surface acoustic wave filter

2.2.1.15
bus bar

common electrode which connects individual fingers together and also connects the filter to
an external circuit

2.2.1.16

weight

transduger intended to produce a specified impulse response by design of the siructyre. See
22141

2211

finger qverlap or source strength

length gf a finger pair between which only electromechanica

2211

apodiz3tion

weightirjg produced by the change of finger overl

2.2.1.19

withdrawal weighting

weightirig by removal of fingers or sourge

2.2.1.2¢

capacitjve weighting

weightinlg by change of 5 yodes

2.2.1.21 Q

series weighting

weighting by sepala to individual elements having capacitive ¢oupling
betweer geparated from the bus bar

2.2.1.22

phase

weightin 9 e i _peryod of finger arrangement inside the IDT

2.2.1.23

apertur

normali d to the

corresponding wavelength

2.2.1.24
multistrip coupler (MSC)

an array of additional metal strips deposited on a piezoelectric substrate, in a direction
transverse to the propagation direction, which transfers acoustic power from one acoustic

track to an adjacent track

2.2.1.25
reflector

SAW reflecting component which normally makes use of the periodic discontinuity provided by

a metal strip array or a grooved array
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2.2.1.26
réflexions parasites

signaux indésirables provoqués par la réflexion des OAS ou des ondes de volume sur les

bords du substrat ou les électrodes

2.2.1.27 .
écho de triple transit (ETT)

signaux indésirables produits par un filtre a OAS ayant parcouru trois fois le chemin de
propagation entre les TID d’entrée et de sortie causés par des réflexions sur les trans-

ducteurs d’entrée et de sortie

2.21.2

signaux des ondes de volume
signaux| indésirables causés par une excitation des ondes de volu
du filtre

2.2.1.29
signau)
signaux
capacitd

2.2.1.30
striureg de suppression

sillons dgravés sur la face inactive du
volume

2.2.1.31
absorbant acoustique
matériayl de fort affaibliss®
pour ab

2.2.1.32
électrodg

Identigue 3 MUul-TH),/Dans cette norme, le filtre a résonateurs a multi-TID (T
utilisé ppur se : a des filtres a OAS a résonateurs composés d’un certain nombr
ie“en alternance, sur une ligne, avec des réflecteurs a grille fe

structurg*en’TID aux deux extrémités.

n sortie

Hus aux

hdes de

Substrat

IDI) est

de TID
1mant la

2.2.2 Caractéristiques de réponse

(Voir la Figure 1)

2.2.21
fréquence nominale
fréquence donnée par le fabricant ou par la spécification pour identifier le filtre

2.2.2.2
fréquence centrale
moyenne arithmétique des fréquences de coupure
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2.2.1.26

spurious reflections

unwanted signals caused by reflection of SAW or bulk waves from substrate edges or
electrodes

2.2.1.27

triple transit echo (TTE)

unwanted signals in a SAW filter which have traversed three times the propagation path
between input and output IDTs caused by reflections from output and input transducers

unwantgd signals from the input appearing at the filter output 2 itangces and

absorber
material with high acoustic loss placed
purposes

sorption

2.2.1.32
shielding electrode
electrode intended for

2.2.1.33
interdid
SAW trg

refer to
posed of a number of IDTs for input and output in a line alternately
th ends.

222 Response characteristics

(See Figure 1)

2221
nominal frequency
frequency given by the manufacturer or the specification to identify the filter

2.2.2.2
centre frequency
arithmetic mean of the cut-off frequencies
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2223

fréquence de référence

fréquence définie par la spécification et qui est prise comme référence pour d’autres
fréquences

2224

fréquence de coupure

fréquence de la bande passante pour laquelle I'affaiblissement relatif atteint une valeur
spécifiée

2.2.2.5

affaiblissement de puissance global
rapport [logarithmique de la puissance disponible d’une source donnée a(la pui sancJa que le
filtre a PAS transmet a une impédance de charge, dans des condition jonnement
spécifiéps

2.2.2.6
affaiblissement d’insertion

rapport [logarithmique de la puissance transmise directe
I'insertign du filtre a la puissance transmise a I'impéda

e avant
Hu filtre

2.2.2.7
affaiblissement d’insertion nominal
affaiblissement d’insertion a une fréq

2.2.2.8
affaiblissement relatif
différenge entre I'affaiblisse z €e et 'affaiblissement a la fr¢quence
de référence

2.2.2.9

bande passant
bande }es fréqu

valeur slpécifiée

& une

2.2.2.1(
largeur

r a une

variatiomnmax ibli pécifiée

2.2.212

ondulation d’ETT

variation maximale des caractéristiques de I'affaiblissement causée par ETT dans la bande
passante spécifiée

2.2.2.13
affaiblissement d’insertion minimal
valeur minimale de I'affaiblissement d’insertion dans la bande passante

2.2.2.14
affaiblissement d’insertion maximal
valeur maximale de I'affaiblissement d’insertion dans la bande passante
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2223
reference frequency
frequency defined by the specification to which other frequencies may be referred

22.2.4
cut-off frequency
frequency of the pass band at which the relative attenuation reaches a specified value

2225

total power loss
the logarithmic ratio of the available power at the given source to the power that the SAW
filter delivers to a load impedance under specified operating conditions

2.2.2.6
insertign attenuation
the loggrithmic ratio of the power delivered directly to the load imped
the filtef to the power delivered to the load impedance after insé

?rtion of

2.2.2.7
nominall insertion attenuation
the insefrtion attenuation at a specified reference freg 6

2.2.2.8
relative attenuation
the difference between the attenuation
referenge frequency

and the attenuatior] at the

2.2.2.9
pass band

band of|frequencies in g value

2.2.2.1(
pass bd
the separation of fre ci < 5 than a

2.2.2.13
minimum insertion attenuation
the minimum value of insertion attenuation in the pass band

2.2.2.14
maximum insertion attenuation
the maximum value of insertion attenuation in the pass band
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2.2.2.15

bande atténuée

bande des fréquences pour lesquelles I'affaiblissement relatif est égal ou supérieur a une
valeur spécifiée

2.2.2.16

largeur de bande atténuée

intervalle des fréquences entre lesquelles I'affaiblissement relatif est égal ou supérieur
a une valeur spécifiée

2.2.2.17
facteur de forme

rapport des deux largeurs de bande pour les valeurs spécifiées d’affaiblissemen relatilf

2.2.2.18

retard de groupe

temps égal a la dérivée premiére du déphasage, en radian rapport

a la pulgation

2.2.2.19

retard de groupe nominal

retard de groupe a une valeur spécifiée de la fré
BNs une
b valeur
b bande

coefficient de réflexion
mesure sans dimension du degré de désadaptation entre les deux impédances Z, et Z,
donnée par I’expression:

Za_Zb
Zyt Zy

ou Z, et Z, représentent respectivement l'impédance d’entrée et celle de la source ou
'impédance de sortie et celle de la charge
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2.2.2.15

stop band

band of frequencies in which the relative attenuation is equal to or greater than a specified
value

2.2.2.16

stop bandwidth

separation of frequencies between which the relative attenuation is equal to or greater than
a specified value

2.2.2.17
shape factor
ratio of [he two bandwidths at specified values of relative attenuation

2.2.2.18
group delay
time eqpal to the first derivative of the phase shift, in radiar
frequengy

toN\the |Jangular

2.2.2.19
nominall group delay
group dglay at a specified reference frequency

2.2.2.2(
group delay distortion

differenge between the lowest and hig bp delay in a specified frequengy band

2.2.2.21
trap frequency
specified frequency at/w
value

2.2.2.22 3

trap attpnuation
relative Jattenuatid

on is equal to or greater than a gpecified

2.2.2.23
transiti
band of
band

nt stop-

2.2.2.24
reflection—coefficient

dimensionless measure of the degree of mismatch between two impedances Z, and Z, given by
the expression:

Za_Zb
Zyt Zy,

where

Z, and Z, represent respectively the input and source impedance or the output and load
impedance
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2.2.2.25

affaiblissement d’écho

valeur réciproque du module du coefficient de réflexion, donnée en décibels. Elle est
quantitativement égale a:

Z.+ 7
20log | A0
a~ “b

dB

2.2.2.26

suppression du signal de I’onde réfléchie

affaiblissement relatif des signaux indésirables provoqués par la réflexion des OAS ou des
ondes de volume sur les bords du substrat ou les électrodes dans un intervalle de temps
spécifié

2.2.2.27

suppression des signaux de couplage direct

affaiblisEement relatif qui implique la suppression des signauy par le
couplag

W

coprant pour laquelle les mesures des caractéfistiques

iltre & la source de signal lorsque la sortie est termihée par

impédapce. de sortie
impédance prese
source spécifiée

ance de

2.2.2.34
impédance de charge (impédance aux bornes)
chacune des impédances présentées au filtre par la source ou par la charge

2.2.2.35

puissance disponible

puissance maximale qui peut étre obtenue d’'une source donnée par un réglage convenable
de 'impédance de charge
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2.2.2.25

return attenuation

absolute value of the reciprocal of the reflection coefficient given by the expression in
decibels:

Z.+ 7
20log | 22— | a8
~“%b

a
2.2.2.26
reflected wave signal suppression
QA\AL ,./I‘L

I t' 44 i £ 4 pu | : 1 al I, £l ' £
relative ratrentaton—ortfwanted—stgtars—causea— Dy Tefrecton o oAy

substrafe edges or electrodes within a specified time window

k—waves from

2.2.2.27
feedthrpugh signal suppression

relative| attenuation which implies the suppression of diré&
electromagnetic and electrostatic coupling between the inpy

by the

2.2.2.28§
unwan:rd response

response other than that associated with the mode i for the applicqtion

2.2.2.29
input level

power, yoltage or current value applied inal pair of a filter

2.2.2.3(

output |evel
power, yoltage or currg

2.2.2.31 Q

nominal level

power, yoltage or eu P'the performance measurement is specified

2.2.2.32
input in
impedam 9 Nted” by\the filter to the signal source when the output is terminjated by
a specif]

2.2.2.33
output |[mpedance
impedance presented by the filter to the Toad when the input is terminated by a specified
source impedance

2.2.2.34
terminating impedance
either of the impedances presented to the filter by the source or by the load

2.2.2.35
available power
maximum power obtainable from a given source by suitable adjustment of the load impedance
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2.2.2.36

température de référence

température a laquelle sont mesurés certains paramétres de fonctionnement d'un filtre,
normalement (25 £ 2) °C

2.2.2.37

gamme de températures de fonctionnement

gamme de températures dans laquelle le filire a OAS fonctionne en conservant ses
caractéristiques spécifiées avec des tolérances spécifiées

2.2.2.38

gamme de températures de service
gamme |de températures dans laquelle le filtre & OAS continue a fourni
de répophse spécifiées mais pas nécessairement avec des tolérances

ses ¢ actéfistiques

2.2.2.39
gamme|de températures de stockage
tempérz
étre con

IAS peut

2.2.2.40
taux d’affaiblissement (pente)
indicatejur décrivant les caracterlsthue d’affaib 'ss y pour les filtres a foupure
progres |ve a OAS pour communicé ] : rapport de la bgnde de
\ i la demi-fr¢gquence
d’échantillonnage, dans le cas des cag aristiq G ppe de
I’affaiblissement en cosinus

2.2.2.41
distorsion d’intermodh
distorsign non linéairg d'upe xépon : i Srisée par

I'apparifion de fréquen nultiples
entiers ge deux 8

223

2.2.31

filtre c¢ transducteurs interdigités d’entrée et de sortie sur un Ppubstrat
piézoélgcini > ponse de fréquence du filtre est fondamentalement donnéq par la
réponse |mpu sionnelle du transducteur

2.2.3.2
filtre a frequence symetrique

filtre dont la caractéristique de fréquence est symétrique par rapport a la fréquence de
référence

2.2.3.3

filtre a fréquence dissymétrique

filtre dont les caractéristiques de la bande passante ou de la bande atténuée spécifiée sont
dissymétriques par rapport a la fréquence de référence

2.2.3.4

filtre dispersif

filtre congu de fagon que le retard de groupe soit une fonction de la fréquence, habituellement
par changement de la périodicité des doigts
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2.2.2.36

reference temperature

the temperature at which certain filter performance parameters are measured, normally
(25+2)°C

2.2.2.37

operating temperature range

range of temperatures, over which the SAW filter will function while maintaining its specified
characteristics within specified tolerances

2.2.2.38

operab nge
range df temperatures, over which the SAW filter shall continue to provide\its slpecified
responsle characteristics, though not necessarily within the specified tateran

ne SAW

atign SAW roll-off filtgrs. It is
ich is equal to a half of the
cteristics

barance
the two

bstrate.
psponse

filter having a symmetrical frequency characteristic in relation to the reference frequency

2.2.3.3

frequency asymmetrical filter

filter having a specified asymmetrical pass-band or stop-band characteristic in relation to
the reference frequency

2.2.3.4

dispersive filter

filter designed so as to have group delay which is a function of frequency, usually by varying
the finger periodicity
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2.2.3.5

filtre en peigne

filtre ayant deux bandes passantes ou plus entre trois bandes atténuées ou plus

2.2.3.6

filtre a résonateurs
filtre dans lequel deux ou plusieurs résonateurs a OAS sont incorporés

2.2.3.7

filtre en échelle
filtre ayant une cascade ou un raccordement en tandem de résonateurs a OAS, en alternance

— 28 —

60862-1 O CEI:2003

en sérieet en parallélp
2.2.3.8
filtre en treillis
filtre aypnt au moins quatre résonateurs a OAS connectés en séri maille,
deux pdints de jonction non adjacents sont utilisés comme cogdne que les
deux pqints de jonction restants sont utilisés comme con n pont).
Il peut gtre utilisé, de préférence, pour des circuits symétri
0
§
23 £E5s
S EE =9 2 Qe £
(7]
So (—; = ®» 9%
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Figure 1 — Réponse en fréquence d’un filtre a OAS
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2.2.3.5
comb filter

— 29 —

filter having two or more pass bands between three or more stop bands

2.2.3.6
resonator filter

filter in which two or more SAW resonators are incorporated

2.2.3.7
ladder filter

filter having a cascade or tandem connection of alternating series and shunt SAW resonators

2.2.3.8
lattice flilter
filter h%
adjacen

ving at least four SAW resonators connected in series

are usefl as output terminals (bridge circuit). Preferably, it can Ye u

Minimum
insertion
attenuation

inal
rtion
enuation

l~—TTE ripple
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Figure 1 — Frequency response of a SAW filter

IEC 1462/03
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2.3 Valeurs et caractéristiques préférentielles

Sauf spécification contraire dans la spécification particuliere, il est recommandé de choisir les
valeurs dans les paragraphes suivants:

2.31 Fréquences nominales

2.3.11 Bandes de fréquences nominales pour I’application
dans les filtres de radiofréquence

150 MHz

280 MHz

300 MHE
800 MHE
900 MHE
1500 MHz
1900 MHz
2400 M

2.3.1.2

70 MHz
130 MH
250 MH
400 MH

2.3.1.3 &, pour I’application dans les filtres

radiodiffusion
32,7 MH
36,875
37,0 MHz
38,0 MH
38,9 MHz
39,5 MHz
45,75 MHz

58,75 MHz

402,78 MHz
479,5 MHz

2.3.2 Valeurs de I’affaiblissement relatif définissant la largeur de la bande passante
pour les applications dans les filtres de fréquence intermédiaire

1dB

3 dB

5 dB

6 dB
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2.3 Preferred values for ratings and characteristics

Values should be chosen from the following paragraphs unless otherwise stated in the detail
specification:

2.3.1 Nominal frequencies
2311 Nominal frequency bands for use in RF application

150 MHz
280 MHz
300 MHg
800 MHE
900 MHE
1 500 MHz
1900 MHz
2 400 MHz

2.3.1.2 Nominal frequency bands for use in IF(app

70 MHz
130 MH
250 MH
400 MH

2.3.1.3 broadcasting IF applications

32,7 MH
36,875

37,0 MK
38,0 MHz
38,9 MHz
39,5 MH
45,75 MH
58,75 MHz

402,78 MHz
479,5 MHz

2.3.2 Relative attenuation values specifying pass bandwidth for IF applications

1dB
3dB
5dB
6 dB
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2.3.3 Valeurs de suppression d’un signal ETT

30 dB
35 dB
40 dB
45 dB

234 Gammes de températures de fonctionnement, en degrés Celsius (°C)

—40 a +85
-30 a +85
-20 a +f5
-20 a +f0
-10 a +p0
0 a +60

NOTE Djautres gammes de températures peuvent étre utilisées, mais j i € mpérature

23.5 Catégorie climatique

40/085/56 (voir I'Annexe A de la CEIl 6Q068-1);
en céramique.

verre et

Pour lep a OAS
s’étend mMme de
tempérs

20/085/21 (voir I'Annexe A

2.3.6 Sévéritéjes ecousse
(4000 4 10) sec : = bng des
trois axgs perpendjculairs 58 Q)

Durée di

2.3.7

Vibratig

10 Hz a
amplituqle de déplacement 0,75 mm
(valeur créte)

30 min dans chacun des trois

55 Hz 3 500 Hz ou 55 Hz & 2 000 Hz axes orthogonaux perpendiculaires
amplitude d'accélération 100 m/s2 a 1 octave/min (voir 5.6.7)
(valeur créte)
ou
10 Hz a 55 Hz

amplitude de déplacement 1,5 mm

(valeur créte) 30 min dans chacun des trois

axes orthogonaux perpendiculaires
55 Hz 4 2 000 Hz a 1 octave/min (voir 5.6.7)

amplitude d'accélération 200 m/s?
(valeur créte)
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2.3.3 TTE signal suppression

30 dB
35 dB
40 dB
45 dB

234 Operating temperature ranges, in degrees Celsius (°C)

—-40 to +85

-30 to 485
—20 to 475
—20 to 470
—10 to 460

0 to 460

NOTE OQOther temperature ranges may be used but the lowest tempera over than -0 °C and
the highe$t temperature should not exceed 125 °C.

23.5 Climatic category

40/085/p6 (climatic categories are divenNin i fex A to IEC 60068-1): for

metal, glass and ceramic enclosures.

For reqpirements where the operating tefipera
—-40 °C|to +85 °C, a climafic son

ge of the SAW filter is grea
e operating temperature ran

er than
ge shall

be specjfied.
20/085/21 (climatjc ¢ give conformity with Annex A to IEC 60068-1): for
plastic { <>

2.3.6

(4000 4
perpendi

Pulse d

2.3.7

Sinusoidal

10 Hz to 55 Hz
0,75 mm displacement amplitude

(peak value) 30 min in each of three
mutually perpendicular axes
55 Hz to 500 Hz or 55 Hz to 2 000 Hz at 1 octave/min (see 5.6.7)

100 m/s? acceleration amplitude
(peak value)
or
10 Hz to 55 Hz
1,5 mm displacement amplitude

(peak value) 30 min in each of three
mutually perpendicular axes
55 Hz to 2 000 Hz at 1 octave/min (see 5.6.7)

200 m/s2 acceleration amplitude
(peak value)
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Vibrations aléatoires

(19,2 m/s2)2/Hz entre 30 min dans chacun des trois

20 Hz et 2 000 Hz axes orthogonaux perpendiculaires
accélération 196 m/s? a 1 octave/min (voir 5.6.7)

ou

(48 m/s2)2/Hz entre 30 min dans chacun des trois

20 Hz et 2 000 Hz axes orthogonaux perpendiculaires
accélération 314 m/s? a 1 octave/min (voir 5.6.7)

ou

(19,2 m/s2)2/Hz entre 30 min dans chacun des trojs._

20 Hz el 2 000 Hz axes orthogonaux perpendiculaires
accélération 62 m/s?2 a 1 octave/min (voir 5.6

2.3.8 Sévérité des chocs

ction le
demi-sinusoidale,

1000 mfs2 d'accélération créte pour une durée de 6 ms; trojs
long dep trois axes perpendiculaires entre eux (voir 5.6.8),
sauf indjication contraire dans la spécification particuliere

2.3.9 Taux de fuite fine

10~1 Pa|cm3/s (10~8 bar cm3/s);
10-3 Palcm3/s (10-8 bar cm3/s).

3 Marquage

3.1 Marquage du filtre

Le filtre[a OAS dgi
dans I'ordre sui

1) dési
2) annge et sems

1) a 3)

3) nom
4) idenfi
5) mar¢
6) dési
7) numléro de série (si applicable);

gnation des connexions électriques (si applicable);

8) classification du composant monté en surface (si applicable);

9) fréquence nominale en kilohertz (kHz) ou mégahertz (MHz) (si applicable);

10) code d'identification d'usine (si applicable).

Lorsque la surface disponible des filtres a OAS miniatures impose des limites pratiques quant

a la zone de marquage, des instructions particuliéres de marquage doivent étre données dans
la spécification particuliére.

3.2 Marquage d’emballage primaire

L'emballage primaire contenant le ou les filtres a OAS doit porter clairement marquées, les
données répertoriées en 3.1 a l'exception de la donnée 4), plus si nécessaire, une
identification montrant qu'il s'agit d'un produit sensible a I'électricité statique (ESD).
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Random

(19,2 m/s2)2/Hz between 30 min in each of three

20 Hz and 2 000 Hz mutually perpendicular axes

196 m/s? acceleration at 1 octave/min (see 5.6.7)
or

(48 m/s2)2/Hz between 30 min in each of three

20 Hz and 2 000 Hz mutually perpendicular axes

314 m/s? acceleration at 1 octave/min (see 5.6.7)
or

(19,2 m/s2)2/Hz between 30 min in each of three

20 Hz apd2000HzZ mutuaity perpendicutar axes

62 m/s?|acceleration at 1 octave/min (see 5.6.7)

23.8 Shock severity

1000 mys2 peak acceleration for 6 ms duration; three shdcks action alomg three
mutually perpendicular axes (see 5.6.8) half sine pulse i

specification.

2.3.9 Fine leak rate
10~1 Pa|cm3/s (10~% bar cm3/s);
10-3 Pa|cm3/s (10~8 bar cm?3/s).

3

3.1

Surface| acoustic yave
items 1} to 3) i
as consjdered necessa

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Marking

Flilter marking

type
year
man

mar
desi

serid

and durably marked (see 5.6.18) alg
if possible, with as many of the remainir

ated in th

surface mounted device classification (if applicable);

nominal frequency in kilohertz (kHz) or megahertz (MHz) (if applicable);

10) factory identification code (if applicable).

e detail

ng with
g items

Where the available surface area of miniature SAW filters imposes practical limits on the
amount of marking, instructions on the marking to be applied shall be given in the detail
specification.

3.2

Package marking

The primary packaging containing the SAW filters(s) shall be clearly marked with the
information listed in 3.1, except item 4) and Electrostatic Sensitive Device (ESD) identification
where necessary.
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4 Procédures d'assurance de la qualité

Il existe deux méthodes pour l'assurance de la qualité des filtres a OAS: I'homologation et
I'agrément de savoir-faire.

4.1 Etape initiale de fabrication

Pour les filtres a OAS, I'étape initiale de fabrication, conformément a 4.2.1.2 de la
CEIl QC 001002-3, est le nettoyage final de la surface des substrats.

4.2 Modéles associables

rément de
jans la

L'assoc|ation des modeéles des filtres a OAS en vue de I'homologati
savoir-faire et des controles de conformité de la qualité doit
spécification intermédiaire concernée.

4.3 Sopus-traitance

Les prog¢édures de sous-traitance doivent étre en conformité~a 1002-3.

Cepend pequents

doivent

4.4 Co

Lorsqud ification
produits en utilisant les procédures

générigue de la CEIl, ces composants doivent>étre
normalds de la CEI pour |/dcseptation
4.5 Agrément du fab

Pour obtenir c’
CEI QC|001002-3

satisfaire aux exigences de l'article R de la

4.6.1

Pour I'a alité des filtres a OAS, on peut utiliser soit I'agrément deg savoir-
faire, s Les procédures doivent étre conformes a celles stipulégés dans
la CEI Q CEI QC 001002-3.

4.6.2 |[Agrément de savoir-faire

L'agrément de savoir-faire est approprié lorsque des filtres a OAS associables basés sur des
regles de conception communes sont fabriqués selon un groupe de procédés de fabrication
communs.

Dans le cadre de l'agrément de savoir-faire, trois catégories de spécifications particuliéres
peuvent étre mises en oeuvre:

a) Pour les composants pour agrément de savoir-faire (CQC)

Une spécification particuliére doit étre établie pour chacun des composants avec l'accord
de I'Organisme National de Surveillance (I'ONS). Elle doit identifier le but du CQC et
inclure tous les niveaux de contraintes et limites d'essai le concernant.
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4 Quality assessment procedures

Two methods are available for the approval of SAW filters of assessed quality: capability
approval and qualification approval.
41 Primary stage of manufacture

The primary stage of manufacture for a SAW filter, in accordance with 4.2.1.2 of
IEC QC 001002-3 is the final surface cleaning of substrates.

4.2  Sffructurally similar components

The grquping of structurally similar SAW filters for the purpose o icati pproval,
capability approval and quality conformance inspection shall be QPrescx i 5e|evant
sectional specification.

4.3 Slubcontracting
These grocedures shall be in accordance with 3.1.2 of IEC Q

Howevelr, the final surface cleaning of the crys bcesses

shall be|carried out by the manufacture

4.4 I]corporated components
Where fhe final component contains companents-ofk aXype covered by a generic spedification
in the IH p k ed u the nermal IEC release procedures.

4.5 Manufacturer’s

t

To obtgi e manufacturer shall meet the requirements of

Clause
4.6 Approya
4.6.1

ther capability approval or qualification approval procedures|may be
8s conform to those stated in IEC QC 001001 and QC 001002-3

To qual
used. These

4.6.2 LCapability approval

Capability approval is appropriate when structurally similar SAW filters based on common
design rules are fabricated by a group of common processes.

Under capability approval detail specifications fall into the following three categories:

a) Capability qualifying components (CQCs)

A detail specification shall be prepared for each CQC as agreed with the National
Supervising Inspectorate (NSI). It shall identify the purpose of the CQC and include all
relevant stress levels and test limits.
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b) Pour les produits sur catalogue

Quand un composant couvert par I'agrément de savoir-faire est destiné a étre proposé en
tant que produit sur catalogue, une spécification particuliére doit étre écrite en conformité
avec la spécification particuliere cadre. De telles spécifications doivent étre enregistrées
par I'lECQ et le composant peut étre introduit dans la CEl QC 001005.

c) Pour les filtres a OAS fabriqués a la demande

Le contenu de la spécification particuliére doit étre établi par accord entre le fabricant et le
client selon 4.3.3 de la CElI QC 001002-3.

Des informations complémentaires sur les spécifications particulieres se trouvent dans la
spécification intermédiaire.

concep
Des infda

4.6.3

L'homol
lisée et
publiée.

norma-
ticuliere

érité et
ologuer

Le prog
une ass
comme

4.7.1 Généralités
Les pro¢édures pi:r I'a
4.7.2 Aptitude

Le fabricant doit
a l'étape initi

1002-3.

Ees liées

4.7.3

Pour ol
définies|dans |

ent de savoir-faire le fabricant doit appliquer les régles de prpcédure
de la CEI QC 001002-3.

4.7.4 -Talre

L'agrément de savoir-faire est accordé a un fabricant lorsque les procédures en conformité
avec l'article 4 de la CEI QC 001002-3 ont été effectuées avec succes.

4.7.5 Manuel de savoir-faire

Le contenu du manuel de savoir-faire et sa description doivent étre établis en conformité avec
les exigences de la spécification intermédiaire.

Le manuel de savoir-faire est un document confidentiel et doit étre traité comme tel par 'ONS.
Le fabricant peut, s'il le désire, en divulguer le tout ou une partie a une tierce personne.
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b) Standard catalogue items

When a component covered by the capability approval procedure is intended to be offered
as a standard catalogue item, a detail specification complying with the blank detail
specification shall be written. Such specifications shall be registered by the IECQ and the
component may be listed in IEC QC 001005.

c) Custom built SAW filters

The content of the detail specification shall be by agreement between the manufacturer
and the customer in accordance with 4.3.3 of IEC QC 001002-3.

Further information on detail specifications is contained in the sectional specification.

The prqau atjon and
approv ~ S bcesses
and qu Y e Sectional

specification.

4.6.3 Qualification approval

Qualification approval is appropriate for components manufa Qe ign and
established production process and conforming to a published dg

The programme of tests defined in the detail speeifjcati t i ent and
severity| level applies directly to the S/ ‘ and the
sectional specification.

4.7 Plrocedures for capability appr6
4.7.1 General

The protedures for capabili

4.7.2

The ma and the

primary

4.7.3

In orde bcedure

given in
4.7.4

Granting of'capability approval

Capability approval shall be granted when the procedures in accordance with Clause 4 of
IEC QC 001002-3 have been successfully completed.

4.7.5 Capability manual

The contents of the description of capability manual shall be in accordance with the
requirements of the sectional specification.

The NSI shall treat the capability manual as a confidential document. The manufacturer may,
if he so wishes, disclose part or all of it to a third party.
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4.8 Procédures pour I'homologation

4.8.1

Généralités

Les procédures pour I'hnomologation doivent étre conformes a I'article 3 de la CElI QC 001002-3.

4.8.2

Agrément du fabricant

Le fabricant doit satisfaire aux exigences de 3.1.1 de la CEI QC 001002-3 et a celles liées a
I'étape initiale de fabrication définie en 4.1 de cette spécification générique.

4.8.3

Demande d'homologation

Pour ol
en 3.1.7

4.8.4

L'homol
CEl QC

4.8.5

Le progfamme d'essais pour le contrble

spécific

tenir I'hnomologation, le fabricant doit appliquer les régles procédyre
de la CElI QC 001002-3.

Obtention d'homologation
pgation doit étre accordée lorsque les procédures™e avec 3.1

001002-3 ont été effectuées avec succes.

Controle de conformité de la qualité

4.9 Mj:hodes d'essai

Les mé
Au cas
spécific

410 E

Quand |
la spéci

411 Ty

4111

La retou
étre effq

ies” dans cette spécification gé
| est nécessaire de le définir

hodes d'essai a utii
oU un essai pre
ation particulié

(igences :

Héfinies

5 de la

dans la

hérique.
dans la

fié dans

Hoit pas

4.11.2

Réparation

La réparation est la correction d'un défaut décelé sur un composant aprés livraison au client.

Les composants qui ont été réparés ne peuvent plus étre considérés comme étant repré-
sentatifs de la production du fabricant et sont exclus du Systéeme IECQ.

4.12 Rapports certifiés de lots acceptés

Lorsque les rapports certifiés de lots acceptés (RCLA) sont exigés dans la spécification
intermédiaire pour I'homologation et sont demandés par le client, les résultats des essais
spécifiés doivent étre condensés (voir 1.5 de la CEI QC 001002-2).
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4.8 Procedures for qualification approval
4.8.1 General

The procedures for qualification approval shall be in accordance with Clause 3 of
IEC QC 001002-3.

4.8.2 Eligibility for qualification approval

The manufacturer shall comply with the requirements of 3.1.1 of IEC QC 001002-3 and the
primary stage of manufacture as defined in 4.1 of this generic specification.

4.8.3 Application for qualification approval

In ordell to obtain qualification approval, the manufacturer shall app or\prpcedure

given in[3.1.3 of IEC QC 001002-3.

4.8.4 Granting of qualification approval

Qualific
IEC QC

3.1.5 of

4.8.5

The bla
test sch

gcification shall prescribe the

49 T

The tes
required

If any

H in the

4.11 Rewofxk a
4111

Rework

4.11.2 | Repair work

Repair work is the correction of defects in a component after release to the customer.

Components that have been repaired can no longer be considered as representative of the
manufacturer's production and may not be released under IECQ System.

4.12 Certified records of released lots

When certified records of released lots (CRRL) are prescribed in the sectional specification
for qualification approval and are requested by the customer, the results of the specified tests
shall be summarized (see 1.5 of IEC QC 001002-2).
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4.13 Validité de livraison
Les filtres a OAS conservés au-dela de deux ans aprés avoir été acceptés doivent subir a

nouveau les essais électriques détaillés en 5.5.2 et inclure un échantillon essayé comme cela
est indiqué en 5.6.3.1 avant de pouvoir étre livrés.

4.14 Acceptation pour livraison

Les filtres a OAS doivent étre acceptés pour livraison conformément a 3.2.6 et 4.3.2 de
la CEI QC 001002-3.

4.15 Paramétres non controlés

Seuls Igs parameétres d'un composant spécifiés dans la spécification particulié ont été
vérifiés [peuvent étre considérés comme étant dans les limites spécifiees. O assurer
qu'un ramétre non spécifié restera inchangé d'un composant{a \ Racy parait
nécessgdire pour une raison quelconque qu'un parametre supplé i i erifié, il

convien} d'utiliser une nouvelle spécification particuliére élargig. ~ bes f'essais
it F million
et niveaux de contrble appropriés doivent étre spécifiés.

5 Prog¢édures d’essai et de mesure

5.1 Géphéralités

Les progédures d’essai et de mesure doi & ectuées conformément a la spédification
particuliiere applicable.

5.2 Co
5.2.1

sais doivent étre réalisés dans les cdnditions

Sauf s:l:écificati
gu’elles sont spécifiées en 5.3 de la CEIl 60068-1:

atmosphériques

Tempér 35 °C

Humiditg 75 %

Pressio 106 kPa
(860 mbar 2 1 060 mbar)

En cas fle/itige, les~¢Onditions auxquelles il faudra se référer sont les suivantes:
Température 25°C+1°C
Humidité relative 48 % a 52 %

Pression atmosphérique 86 kPa a 106 kPa
(860 mbar a 1 060 mbar)

Avant d’effectuer les mesures, le filtre a OAS doit étre stocké a la température a laquelle la
mesure doit avoir lieu, durant un laps de temps suffisant pour lui permettre d’atteindre un
équilibre thermique. Les conditions de reprise et les conditions normales de séchage assisté
sont précisées en 5.4 de la CEI 60068-1.

La température ambiante doit étre enregistrée pendant la mesure et étre consignée dans le
rapport d’essai.
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4.13 Validity of release
SAW filters held for a period exceeding two years following acceptance inspection sha

inspected for the electrical tests detailed in 5.5.2 with a sample tested as described in
prior to release.

4.14 Release for delivery

SAW filters shall be released in accordance with 3.2.6 and 4.3.2 of IEC QC 001002-3.

4.15 Unchecked parameters

Il be re-
5.6.3.1,

which were subject to testing, can be assumed to be within the specifj
be assumed that any parameter not specified will remain unchanged
another| Should it be necessary for further parameters to be con
extensive, detail specification should be used. The additional
described and appropriate limits, AQLs or defects per million aR

5 Test and measurement procedures

5.1 General

The test and measurement procedurg agcordance with the

detail specification.

5.2 Tlest and measurement condit

ion and
buld not
bnent to
, more
be fully
cified.

relevant

5.2.1

Unless carried out under the standard atm@spheric

conditio G 60068-1:

Temper 35 °C

Relativd 75 %

Air pres| 106 kPa
1060 mbar)

In case

Temperptre 25°C+1°C

Relative humidity 48 % o 52 %

Air pressure 86 kPa to 106 kPa

(860 mbar to 1060 mbar)

Before measurements are made, the SAW filter shall be stored at the measuring temperature

for a time sufficient to allow the SAW filter to reach thermal equilibrium. Controlled r
conditions and standard conditions for assisted drying are given in 5.4 of IEC 60068-1.

ecovery

The ambient temperature during the measurements shall be recorded and stated in the

test report.
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5.2.2 Précision de mesure

Les limites données dans la spécification particuliére sont des valeurs vraies. Les incertitudes
de mesure doivent étre prises en compte pour I'examen des résultats. Des précautions
doivent étre prises pour réduire au minimum les erreurs de mesure.

5.2.3 Précautions
5.2.3.1 Mesures

Les circuits de mesure indiqués pour les essais électriques spécifiés sont les circuits
préférentiels. Des dispositions convenables doivent étre prises pour les effets dus aux
charges . . L A . )

5.2.3.2 | Dispositifs a sensibilité électrostatique
Quand |e composant est identifié comme étant sensible a I'él i i précau-

tions ddivent étre prises afin d'éviter tout dommage di aux dg 8s a'é icité gtatique,
avant, pendant et apres I'essai (voir la CElI 61000-4-2).

5.2.4 Choix des méthodes d'essai

Les me] t les” méthodes spégcifiées.
Toute a s,peut étre utilisée,|sauf en
cas de ljtige.

NOTE « z i g€ telle autre méthode sont ¢omprises
dans les

5.3 Controle visuel

Sauf spcification coniraij suel_externe doit étre réalisé a la lumiére hormale
de l'usine et dans des

5.3.1

Le filtre bn et la
finition s

5.3.2

Le filtre| 2 x. Il ne
doit pas > uscules
écailles|sudr |e pourtdur d'un ménisque ne doivent pas étre considérées comme des féllres.

5.3.3 Controle visuel C

Le filtre a OAS doit étre soumis a un examen visuel. Il ne doit pas présenter de corrosion ni
de dommages qui perturberaient son fonctionnement. Le marquage doit étre lisible.

5.4 Dimensions et calibrage

5.4.1 Controle dimensionnel — Essai A

Les dimensions, l'espacement et I'alignement des sorties doivent étre vérifiés. lls doivent
correspondre aux valeurs spécifiées.

5.4.2 Controle dimensionnel — Essai B

Les dimensions doivent étre mesurées et correspondre aux valeurs spécifiées.
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5.2.2 Precision of measurement
The limits given in detail specifications are true values. Measurement inaccuracies shall be

taken into account when evaluating the results. Precautions shall be taken to reduce
measurement errors to a minimum.

5.2.3 Precautions
5.2.3.1 Measurements

The measurement circuits shown for specified electrical tests are the preferred circuits. Due
allowance shall be made for any loading effects in cases where the measuring apparatus

H e Jo 4 H o + + ol
modifieg-the—characteristics oemgexXamimea:

5.2.3.2 Electrostatic sensitive devices

Where the component is identified as electrostatic sensitive i taken
to prevgnt damage from static charge both before, during and k (SE D-4-2).

5.2.4 Alternative test methods

Measuré¢ments shall preferably be carried out using the methods
giving eguivalent results may be used except in case of ing.
h

ifled. Any other|method

NOTE By “equivalent” is meant that the valye o he 0
the specified limits when measured by the specii s

ed My such other method fhlls within

5.3 Visual inspection

Unless [otherwise specified isua minatign shall be performed under| normal
factory lighting and visua

5.3.1 Visual test A

The SAW filter 3 > ied” to ensure that the condition, workmanghip and
finish arne satisfactor f

5.3.2

The SA examined under 10 x magnification. There shall be n¢ cracks
in the ¢ age o the terminations. Minute flaking around the further edge of a
meniscu \ dered a crack.

5.3.3 Visual tes

The SAW filter shall be visually examined. There shall be no corrosion or other deferioration
likely to impair satisfactory operation. The marking shall be legible.

5.4 Dimensions and gauging procedures
5.4.1 Dimensions test A

The dimensions, spacing and alignment of the terminations shall be checked and shall comply
with the specified values.

5.4.2 Dimensions test B

The dimensions shall be measured and shall comply with the specified values.
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5.5 Méthodes d’essais électriques

5.5.1 Généralités

La méthode la plus simple et la plus courante de mesure des filtres a OAS est I'utilisation
d’un analyseur de réseaux et d'un voltmétre vectoriel. L'impédance du systéme de ces
équipements est habituellement égale a 50 Q ou 75 Q; pour cette raison, il faut tenir compte
des conditions d’adaptation du filtre a 'équipement.

5.5.2 Mesure de I’affaiblissement d’insertion

5.5.2.1 Principe de la mesure

u signal|mesuré
filtre et

L’affaiblissement d’insertion est obtenu comme le rapport entre le ni
quand l¢ signal traverse en ligne directe et celui quand le signal pass
du circujit d’ajustage.

5.5.2.2 Circuit de mesure

Le monjage de mesure est montré a la Figure 2. Le signa i 9 RF) de la| porte 1
de sortie RF d’'un analyseur de réseaux est conduit directe ’ de la pofte 2 de
I'analysgur de réseaux en transitant par le dispositif d/essai. port vectoriel IB/R est
mesuré|pour I'affaiblissement d’ msertlon Toute ; i 3Céssaires sont rgalisées
par deg cables coaxiaux RF dont }Jimpé X i it 8tre exactement ggale a
I'impédance du systéme d’équipemen

5.5.2.3 Dispositif d’essai d’un filtrg

Les imgédances aux borngs i 2 ‘impé Eystéme
d’équipement. Parfois, il Bst né ire sireti ‘aj ‘élimi bcité du
TID. Afip que les condjtions S 6 i i , ’ our que
le circujt de charge du W it \dissoCi i Ssisti b partie

puremept réactiyé\L’ ‘dide des
circuits | d’ajustayg ire d’un

transformateur d’'impé

Les cirguits d aj ifs” et sont réalisés avec des inductances parallél¢s et/ou
séries. En p nateur idéal pour la gamme de fréquences des OAS |ne peut
étre réalise i, das-circuits’en M- ou en T avec résistance ou des amplificateurs| sont-ils
utilisés {ralksformateurs d'impédance.

Le mont i doit répondre aux exigences suivantes:

— le filire €t les circuits d’ajustage doivent pouvoir étre remplacés par une ligne direc}e;

— la sortie du montage d’essai doit étre protégée de son entrée par un blindage.
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5.5 Electrical test procedures

5.5.1

General

The simplest and most popular method of testing SAW filters is to use a network analyzer or
vector voltmeter. The system impedance of such equipment is usually 50 Q or 75 Q and,
therefore, the termination condition between the filter and the equipment has

conside

5.5.2

5.5.2.1

The inslzrtion attenuation is obtained as a ratio of the signal level measured when the

fed thro

5.5.2.2
The me
network

measur
cables,

5.5.2.3

Filters

achieve
ideal im

The tun

ng network
ideal transform
i

network]

The tes

red.

Insertion attenuation measurement

Principle of measurement

Ligh a straight line to that when it is fed through the filter and t

Measurement circuit
asurement set-up is shown in Figure 2. An RF sig

analyzer is directly fed to Port 2 through a test '
pd for msertlon attenuation. AII of those conne

S or ampiliire

to be

signal is

t 1 of a
f B/R is
coaxial
e.

system

ithnce. In

parts is
sing an

tice, an
resistor
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Source
@ [ %—
-

f["{é Connecteur

Ligne directe

Cable
d’essai

Calgle
d’'egsai

« Transformateur
. d’entrée
|

Filtre en essdi

1463/03

NOTE 1 nal A est
destiné a ecter a la
porte 2 la

NOTE 2 lyseur de
réseaux.

NOTE 3 iveau de
puissance pbmpenser
I’affaibliss

alyseur
et les

Yy q p

I'impédance du circuit ouvert, court-circuité et 'impédance de référence, habituellement 50 Q,
et par les références aux extrémités des connecteurs d’un cable d’essai et en stockant les
valeurs mesurées pour la correction des mesures de l'impédance du filtre). Aprés le
calibrage, connecter le dispositif d’essai du filtre et la ligne directe entre deux transformateurs
d’impédance en se plagant sur la position 1 de la Figure 2. La lecture a l'indicateur de magni-
tude ou a I’écran de I'analyseur de réseaux est prise comme valeur du niveau de référence.
Déconnecter la ligne directe et insérer le filtre et les circuits d’ajustage en se plagant sur
la position 2 de la Figure 2. L’affaiblissement relatif par rapport au niveau de référence est
I’affaiblissement d’insertion.
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Source %_

g{i{% Transfer switch

Straight-through line

Test
cable

* Input
! transformer

Filter undgr te

IHC 1463/03

NOTE 1 |R channel is to detecj/Ssovrce power fo thnce. channel is to detect Port 2 power refldcted from
pf filter and B channelNs to detect Por owertranspitted through filter.

the input
NOTE 2 |A vector voltmeter vg otheg fi S t canbe used instead of the network analyzer.

NOTE 3 [In order to gxoid i bnts due to noise, it is advisable to work at reasonably hjgh power
level or insert ampli 3 n

Figure 2 erti ation, phase, and group delay measurement

5.5.2.4

test fixture, a calibration of the network analyzer shall Qe made
efatic error in the network analyzer, cable and connectors.|The full
2-portc ique may be the best method to compensate the systematic erfors (i.e.
presenting’ ,epen-circdit impedance, short-circuit impedance and the reference impgedance,
normall]/ 50”Q, and through standards at the ends of test cable connectors and storing the
measured values for correction of filter impedance measurement.) After calibration, connect
the filter test fixture and the straight-through line between two impedance transformers at the
place indicated as position 1 in Figure 2. The reading of the magnitude indicator or on the
display of the network analyzer is taken as the measurement reference level. Disconnect
the line and insert the filter and the tuning network in position 2 as shown in Figure 2. The
relative attenuation to the reference level is the insertion attenuation.

Before
in order
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Calcul de I’affaiblissement total

El:2003

Lorsque les impédances spécifiées aux bornes du filtre sont égales les unes par rapport aux
autres, I'affaiblissement total du filtre correspond a I'affaiblissement d’insertion. Lorsqu’elles

ne le sont pas, I'affaiblissement total peut étre calculé comme suit:
(Rg +RL)*
AT = Al +10 log | ———="—
4R R
ou
AT est I'affaiblissement total en décibels;
Al est lreffatbissement-dinsertionen-deecibels:
Rg est llimpédance d’entrée au secondaire du transformateur d’entrée;
R, est llimpédance de sortie au primaire du transformateur de sorti
NOTE Lprsque le calibrage est effectué aux bornes du montage d’essai dan inséré en
utilisant les étalons de calibration internes, I'affaiblissement d’insertion ent sans
utilisation| de la ligne directe. Il convient que la valeur d’étalon de calib, soit bien
connue oll précisément caractérisée.
5.5.3 Mesure de la phase
5.5.3.1 Principe de la mesure
Les caractéristiques de la phase peuv onstaté
par comparaison avant et apres insertignndu fi es circuits d’ajustage en remplacement
de la ligne directe, comme indiqué & la ) rte que
possiblg.
5.5.3.2
Le circu ssai du
filtre esf
NOTE 1 e afin de
rendre la
5.5.3.3
Le dispd
5.5.3.4
Conneclerla ligne directe entre les deux transformateurs d’impédance en se placant sur la

position 1 de la Figure 2. La lecture a l'indicateur de phase de I'analyseur de réseaux ou a
I’oscilloscope donne la phase de référence. Si la longueur du céble d’essai est correctement

ajustée,

la phase est une constante indépendante de la fréquence de mesure.

Déconnecter la ligne directe et insérer le filtre dans le circuit d’ajustage sur la position 2
de la Figure 2. Le déphasage relatif constaté par rapport a la phase de référence est le
déphasage d’insertion.
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Calculation of total power loss

The total power loss of the filter coincides with the insertion attenuation, when the specified
terminating impedances are equal to each other. If the impedances are not equal, the total
power loss can be calculated as:

2
Rs +R
TPL = 14410 log | (RS FRL”
4Rs R
where
TPL is the total power loss in decibels;
14 isthemsertiomattenmuationm M decibets;
Rgs is| the input terminating impedance at the secondary port of the |m;ledance
transformer;
R, is| the output terminating impedance at the primary pg edance

transformer.

NOTE W

fixture calibration standards, the insertion attenuation can be mea

The in-fix

5.5.3
5.5.3.1
The phc

filter an
straight

5.5.3.2

The me
set to m

NOTE It]i

phase co

5.5.3.3

The tes

5.5.3.4

hen calibration is made at the ends of the test fixture at whis

ure calibration standards value should be well-known g

Phase measurement

Principle of measurement

asureme@
easure phase

using in-
ugh line.

idn of the

Cing the

igment is

reference

Connec

imdicated

as position 1 in F|gure 2 The readlng of the network analyzer phase |nd|cator or the CRT
display corresponds with the reference phase. If the length of the test cable is set properly,
the phase is a constant independent of the frequency.

Disconnect the line and insert the filter in the tuning network in position 2 shown in Figure 2.
The relative phase shift to the reference phase is the insertion phase shift.
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5.5.4 Mesure du retard de groupe
5.5.4.1 Principe de la mesure

Le retard de groupe lg est calculé avec la formule suivante:

_9¢

t
9 Jw

ou
¢ indique la phase (retard) du filtre a OAS en radians, et

w est lafréquence angulaire

En pratique, lg est déterminé en mesurant le déphasage A @ entre de nc tellles que

w* AwA2

5.5.4.2 Circuit de mesure

Le circyit de mesure est le méme que celui m
placé sur I'indication du retard de groups

. L®8quipement d’efgsai est

5.5.4.3 | Dispositif d’essai du filtre

5.54.4

En prin ssus, a
partir d ent par
lecture

5.5.5

5.5.5.1

Il est irg ction de
circuits belle et
imagina eut étre
mesuré ectoriel.
L’affaiblissément d’écho peut alors étre calculé a partir de I'impédance du filtre. D’aufre part,
on peut otiti f urer la

magnitude et la phase du signal renvoyé comme le rapport vectoriel A/R réfléchi a la sortie du
filtre ou du circuit d’ajustage comportant le filtre. L'impédance peut étre calculée a partir des
résultats des mesures (voir Figure 3).

5.5.5.2 Circuit de mesure

Le circuit de mesure est montré a la Figure 3.
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5.5.4 Group delay measurement

5.5.4.1 Principle of measurement

Group delay ly is calculated from the following formula:
)
9 Jw

where

@ indicates the phase (lag) of the SAW filter in radians, and

w is thr angular frequency.

In practjce, measurement lg is determined by measurement of the i A between

two frequencies which are expressed as w + Aw/2

5.5.4.2 Measurement circuit

s

The mepsurement circuit is the same as that s
set to measure group delay.

Thefilter test equigment is

5.5.4.3 Filter test fixture

The test|fixture prescribed in 5.5.2.3 shalllbe \%
5.5.4.4 '

Measurement wmethod

The group delay is fundamerta A : isti ilter using
the aboje-menti i heasure
the groyp delay

5.5.5

5.5.5.1

It is imf design
and pra 8 Iter, the
other er 'ch is ermmated by a specified terminating impedance, may be measufed with

either a conyentigngf impedance bridge or a vector impedance analyzer. Thg return
attenuation’can then be calculated from the impedance of the f||ter On the other hand, a
network and the
phase of the return signal, as a vector ratio of A/R, reflected at the end of the filter or the end
of tuning network containing the filter. The impedance can be calculated from the measured
results (see Figure 3).

5.5.5.2 Measurement circuit

The measurement circuit is shown in Figure 3 below.
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Source %_

gﬁf.ﬁ Connecteur

Porte 1 orte[2
Cable
d’'essai
IEC [464/03

Légende
Montage fI'essai Z, =

NOTE 1 |Un voltmetre vectori
de résealix. Certains de c
diagrammle de Smith. L’'impeda

pnalyseur
forme de

NOTE 2 |Pour étre sdr q distance
séparant |e filtre en

NOTE 3 |l est souhal h phase a
zéro degr e filtre du
dispositif

NOTE 4 systéme
d’équipen

5.56.5.3

Le disppsitif d’essai doit comporter un connecteur permettant de relier ou non le filtre au
connecteur—du—eable—dessai—ta—tengueur—de—ta—tgnre—relantte—filtre—au—eonnecteur du
dispositif d’essai du filtre doit étre aussi courte que possible. La référence est établie en
faisant le calibrage a une porte au niveau du connecteur du montage d’essai (c’est-a-dire
pour présenter les conditions de circuit ouvert, de court-circuit et I'impédance de référence
habituellement égale a 50 Q, ainsi que pour emmagasiner les valeurs mesurées destinées a
établir la valeur correcte de I'impédance du filtre).

5.5.5.4 Méthode de mesure

Débrancher le cable du connecteur du montage d’essai lorsque le calibrage a une porte doit
étre effectué a la borne du montage d’essai. Les lectures de la magnitude et de la phase
de I'analyseur de réseaux sont normalisées comme étant égales au niveau de référence et
a la phase. Lorsque le calibrage est fait correctement la lecture de phase peut étre maintenue
a zéro degré, indépendamment de la fréquence. L’affaiblissement relatif et le déphasage par
rapport au niveau et a la phase de référence sont I'affaiblissement d’écho pour I'impédance
du systéme de l'analyseur de réseaux.
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Source %_

gﬁf.ﬁ Transfer switch

Port 1

Test W @ == ===y =
cable

Filter
under test

IEC 1464/03

Key
NOTE 1 ; b er. Some
of these [types of equipment offer the in\a nd return
attenuatign can be read dirg
NOTE 2 |The distance between’th to ensure
accurate neasurem@
NOTE 3 |lt is preferr hal phase

at zero dgqgrees indepené
NOTE 4

o

5.5.5.3

The tes

fixture shal
the conketter—-oftes - g v , HFEe—CORAEE and the
filter shall be as short as possible. Reference is established by performing the calibration at
one port (i.e. presenting open-circuit impedance, short-circuit impedance and reference
impedance, normally 50 Q at the end of test cable connector and storing the measured values
for correction of filter impedance measurement).

5.5.5.4 Measurement method

Disconnect the test fixture from the connector of the test cable, then the calibration shall be
performed at one port at the end of the connector. The readings of the magnitude and phase
of the network analyzer are normalized to be the reference level and the phase. When the
calibration is performed properly, the reading of the phase can be kept at zero degrees
independent of the frequency. The relative attenuation and phase shift to the reference level
and phase are the return attenuation for the system impedance of the network analyzer.
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5.5.5.5 Relation entre I'impédance du filtre et I’affaiblissement d’écho

La réflectance au connecteur du montage d’essai est représentée par I'équation suivante:

v =|Vlexn(j¢)
ou
y est la réflectance, |y| est sa valeur absolue, c’est-a-dire le coefficient de réflexion, et

¢ estle déphasage réflectif, en radians.

L'impédance du filtre peut étre calculée a I'aide de la formule suivante:

1+y

2:201_y

ou 7 Ist limpédance du filtre et

Zg ¢st I'impédance du systéme de I'équipement d’essai du filtre.
Lorsqug la mesure est effectuée avec un pont d’impédance i ffa| issemenjt d’écho
pour I'impédance de charge spécifiée peut étre aussi > i pédance [du filtre
Z commie suit:

Affaibligsement d’écho (dB) = 20 log |-

ou Z. est I'impédance de charge spécifiée.

5.5.6 Mesure des sig indésirab ess

5.5.6.1 Principe de|la

La préslence da@\ ; s gque I'’écho de ftriple transit, réflexions pjarasites
d’OAS, |les signatix’ d ondesnde-wolume, est la cause d'ondulations indésirables |dans la

bande passante ek ' aiblissement dans la bande atténuée. Ces sigpaux ne
peuveni pas étrg ide esure dans le domaine fréquence, cependant |ils sont
clairem dans le domaine temps en utilisant le signal RF trapchant.

5.5.6.2

Ce circpi a Figure 4. Un signal RF est modulé par un signal d’impulsion
provengnt d Un gé teur d’impulsions; ce signal devenu tranchant est amplifié; il alimente
ensuite |le/disposititd’essai du filtre. En sortie, il est amplifié a nouveau, puis est dirigé sur
I'entrée|du€canal 2 d’un oscilloscope. Le signal modulé par 'impulsion et Ie signal d’impulsion
sont envoyés respectivement sur I'’entrée du canal 1 et sur le circuit de déclenchement de

I'oscilloscope.

5.5.6.3 Dispositif d’essai du filtre

Le dispositif prescrit en 5.5.2.3 doit étre utilisé.

5.5.6.4 Méthode de mesure

La fréquence du générateur de signaux radiofréquence doit étre réglée a la fréquence
spécifiée dans la bande passante. L'image observée sur I'écran de l'oscilloscope est
semblable a celle montrée a la Figure 5. On observe qu’il n’y a pas de retard pour le signal de
couplage direct, le signal principal est en retard d'un temps ¢ et est suivi de I’écho de triple
transit retardé aprés un temps 2. Les niveaux relatifs des signaux par rapport au signal
principal représentent la suppression.
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5.5.5.5 Relation between filter impedance and return attenuation

Reflectivity at the fixture connector is represented by the following equation:

y=|Vlexp(jd)
where
y is the reflectivity and |y| is its absolute value, i.e. reflection coefficient, and

¢ is the reflective phase shift in radians.

The impedance of the filter can be calculated from the following formula:

Z=Zot—';

where
Z is the impedance of the filter, and

Zg is the system impedance of the test equipment.

When the measurements are made with a conve return
attenuation for the specified terminating impedance he filter
impedance Z, as follows:

Return attenuation (dB) = 20 log

where 7 is the specified tepni

5.5.6 Unwanted si

5.5.6.1 Princi

Unwanted signals™ glich cause
undesirg¢d ripple in gad to poor attenuation in the stop band. Thesq signals
cannot pe identifie ain measurement; however, they are clearly opserved
by time [domaih™mes ing an RF burst signal.

5.5.6.2

The me 3 t-up is shown in Figure 4. An RF signal is modulated by a pulsg signal
from a guls€ generator. Then the modulated signal, which is a burst signal, is fed into fhe filter

test fixt

réthrough an amplifier. The output signal of the test fixture is amplified again|and fed
into the anme ott-of-amoscitoscope: e—modttated—sigrat—anc =—pttse—signal are
also fed to the Channel 1 input and trigger input of the oscilloscope, respectively.

5.5.6.3 Filter test fixture

The test fixture prescribed in 5.5.2.3 shall be used.

5.5.6.4 Measurement method

The frequency of the RF signal generator shall be set at a specified frequency within the pass
band. The observation of the CRT display is as shown in Figure 5. The feed-through signal
has no time-lag and the TTE lags behind the main signal by 2¢f, where { is time-lag for the
main signal. The relative levels of the signals to the main signal represent the suppression of
the signals.
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Oscillateur _ B
de signaux D|§p05|t‘|f
radio- —m— Mélangeur—m~ Amplificateur —m ~ d'essai  |_gm| Amplificateur
fréquence du flitre
Canal 1 Canal 2
- henillr\enr\pn r—\
Circuit de
Générateur déclenchement
d’'impulsion
IEC 1445/03

NOTE Ppur éviter un élargissement excessif de la bande de fréq Jd’'impdlsion a monfée lente

et a descé¢nte lente sont recommandés.

Figure 4 — Mesure des

Entrée
danal 1

& Temps

Signal principal

Sid
dir

Onde de volume ou
de reflexion sur les bords

i
Temps

! \ 2t IEC 1466/03

NOTE La réponse dans le domaine temporel peut étre aussi calculée a partir des données obtenues dans le
domaine fréquentiel a large bande en utilisant la mesure balayée par 'analyseur de réseaux.

Figure 5 — Signaux indésirables mesurés dans le domaine temporel
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i Filter test
gRgnZIgt]glI’ —m  Mixer |—m Amplifier —p iiig —m—  Amplifier
Channel 1 Channel 2
. nenillncnnpn
Pulse Trigger
generator
IEC 1445/03

NOTE Sjow-rise and slow-fall pulse signals are desired in ordeyto avoid exces$xd
bandwidth.

ening of the frequéncy

Input

channel 1 +—Time

Main signal

§
il

f

Bulk wave or
edge reflection

Time

| N
py————
t T 2t ' IEC 1466/03

NOTE The time domain response can also be calculated from the broadband frequency domain data using
a network analyzer swept measurement.

Figure 5 — Unwanted signals on time domain measuring
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5.5.7 Mesure de la distorsion d’intermodulation

5.5.7.1 Principe de mesure

Lorsque les deux signaux radiofréquence sont fournis aux filtres, une distorsion d’inter-
modulation peut étre engendrée due a la non-linéarité d’'un filtre OAS.

Habituellement il est important de mesurer le niveau de puissance de la distorsion
d’intermodulation de troisiéme ordre, tel qu’il est utilisé dans la communication, et observé
par I'analyseur de réseaux.

NOTE La distorsion d’intermodulation du troisiéme ordre apparait aux fréquences: 2f1 — f; et 2f, — f1, ou les
fréquences de deux tonalités fournies dans le filtre sont réglées a 1, et f4

5.5.7.2 Circuit de mesure
Le circtllgt de mesure est montré a la Figure 6. Les signau
connec !
L’atténdateur ou I'amplificateur peuvent étre utilisés entre |e
disposit|f d’essai du filtre pour ajuster le niveau de puiss

5.5.7.4 Méthode de mesure

Les sigrraux RF de deux tonalités doive
les fréq ¢

(c’est-aidire les deux

niveaux| des signaux

nt é é fréquences spécifiées, par exemple
\aux\(voies) xes étalons de communication |sans fil
fees a)F; = Af et Fc £ 2Af, respectivemgnt.) Les

une spécification particuliére applicable.
dire F) est observé par I'analyseur de $pectre.

Fo + Af

\Q\\\
Héseau de i Filtre Analyseur
chmbifaison \% > Attenuateur en essai de spectre
des‘signaux

Générateur

Fc*20| de signaux RF | GS2
IEC 1467/03

NOTE Pour éviter une transmodulation entre les oscillateurs de signaux RF due aux fréquences différentes, il est
souhaitable d’utiliser des coupleurs directionnels ou isolateurs entre chacun des générateurs de signaux RF et
les réseaux de combinaison des signaux.

Figure 6 — Mesure de la distorsion d’intermodulation
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5.5.7 Intermodulation distortion measurement

5.5.7.1 Principle of measurement

When the two tone RF signals, being fed to filters, intermodulation distortion may be

generated due to non-linearity of a SAW filter.

Usually the power level of the 3rd order intermodulation distortion is important to be tested,

such as communication in use, and observed by spectrum analyzer.

NOTE The 3rd order intermodulation distortion appears at frequencies 2f; — fo and 2f; — f1 where the two tone

frequencies fed into the filter are set to fo and fi.

5.5.7.2 Measurement circuit

The mepsurement set-up is shown in Figure 6. Two tone RF signal power
combingr into the filter test fixture. An attenuator or amplifier may be power
combingr and the test fixture to adjust the power level fed into { i b output
signal flom the test fixture is fed into the spectrum analyzer
5.5.7.3 Filter test fixture
The tes{ fixture prescribed in 5.5.2.3 shall be used
5.5.7.4 Measurement method
The tw¢ tone RF signals shall be se requencies such as channel [spacing
frequengies of various wireless communicati anu (i.e. the two tones are set aff Fg + Af
and Fg ' be stated in the relevant detail
specification. The level i i.e. Fc) is observed by the spectrum
analyzef.
Fcxbf
Power Filter Spectrum
mbin & > Attenuator under test analyzer
RF signal
Fot2ly generator SG2
IEC 1467/03

NOTE In order to avoid cross modulation between RF signal generators it is advisable to use directional couplers

or isolators between each of the RF signal generators and the power combiners.

Figure 6 — Intermodulation distortion measurement
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5.5.8 Mesure de I’affaiblissement d’insertion, de la caractéristique de phase et
de la caractéristique de retard de groupe aux impédances de charge spécifiées
et dans des conditions atmosphériques normales

Le filtre doit étre inséré dans le circuit d’essai décrit en 5.5.5.2 avec I'impédance de charge
spécifiée dans la spécification particuliére applicable.

L’affaiblissement d’insertion, la caractéristique de phase et celle de retard de groupe doivent
étre dans les limites spécifiées dans la spécification particuliére applicable.

5.5.9 Mesure de I’affaiblissement d’insertion, de la caractéristique de phase et de la
caractéristique de retard de groupe en fonction de la température

Le filtre| doit étre inséré dans le circuit d’essai décrit en 5.5.5.2 avec
spécifiép dans la spécification particuliére applicable.

charge

L’affaiblissement d’insertion, la caractéristique de phase et celte de doivent
étre dar}s les limites spécifiées dans la spécification particuliére

5.5.10 | Mesure de I’affaiblissement d’écho aux imp

Le filtre| doit étre inséré dans le circuit d’essai dé charge

donnée|dans la spécification particuliere qpplicakle

L’affaibl
applicable.

ticuliere
5.5.11 | Mesure des sigp3a

Le filtre| doit étre insé

donnéel|dans la gpesifica

charge

Les signaux indésirak i Yo particu-
liere ap

5.5.12

Le filtre charge
donnée

ganrs—a—specification

L d' t roton—adlintarea A ot A Aot At danag lac
a IS UTOTUTT U TTTmioTimmuuuTratiuiltT uuitt ©U o  Udiio 16O

particuliére applicable.

5.5.13 Reésistance d’isolement

La résistance d’isolement doit étre mesurée sous la tension continue spécifiée dans la
spécification particuliére. Cette tension est appliquée:

a) entre les sorties;

b) entre les sorties reliées entre elles et la portion métallique du corps.

La résistance d’isolement ne doit pas étre inférieure a la valeur spécifiée dans la spécification
particuliére applicable.
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